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(57)【要約】
【課題】環状の試験片の磁気特性を測定する際に、その
環状の試験片をそのまま用いることができ、しかも磁気
特性の測定の度に励磁コイル及び検出コイルを環状の試
験片に手作業で巻く必要がない磁気特性測定装置を提供
する。
【解決手段】本発明の試験片ケース１は、絶縁性を有す
る材料で形成され、磁性材料で形成された環状の試験片
３０が収容される環状の第１凹部１７が設けられた上ケ
ース１０と、絶縁性を有する材料で形成され、環状の第
１凹部１７の開口を塞ぐように上ケース１０と組み合わ
される下ケース２０と、を備え、上ケース１０の第１励
磁コイルパターン１１及び第１検出コイルパターン１２
、並びに下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１及
び第２検出コイルパターン２２によって、試験片３０の
外周に巻回される励磁コイル及び検出コイルが構成され
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性を有する材料で形成され、磁性材料で形成された環状の試験片が収容される環状
の凹部が設けられた第１部材と、
　絶縁性を有する材料で形成され、前記環状の凹部の開口を塞ぐように前記第１部材と組
み合わされる第２部材と、を備え、
　前記第１部材は、複数の第１端子と、前記複数の第１端子の各々に接続された複数の第
１導電路と、を含み、
　前記第２部材は、前記第１部材と組み合わせた状態で前記複数の第１端子の各々に接続
される複数の第２端子と、前記複数の第２端子の各々に接続された複数の第２導電路と、
を含み、
　前記第１部材と前記第２部材とを組み合わせた状態で、前記複数の第１導電路及び前記
複数の第２導電路によって、前記環状の凹部に収容された環状の試験片の外周に巻回され
る励磁コイル及び検出コイルが構成される、磁気特性測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の磁気特性測定装置において、前記第１端子及び前記第２端子は、いず
れか一方が雄端子であり、他方は前記雄端子が嵌合する雌端子である、磁気特性測定装置
。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の磁気特性測定装置において、前記複数の第１導電路は、前記第
１部材の表面に形成された導体パターンであり、前記複数の第２導電路は、前記第２部材
の表面に形成された導体パターンである、磁気特性測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁性材料で形成された環状の試験片の磁気特性を測定する磁気特性測定装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁性材料の磁気特性を測定する方法の一例として、環状の試験片に励磁コイル（一次巻
線）及び検出コイル（二次巻線）を巻回し、印加磁界における磁束密度の変化を測定する
測定方法が公知である。このような測定方法においては、励磁コイル及び検出コイルをリ
ング試験片に手作業で巻く必要があり、しかも均一かつ密に巻く必要があるため、その作
業が大きな負担となる。また測定後、励磁コイル及び検出コイルを外してしまうと、再度
測定が必要になったときに、改めて励磁コイル及び検出コイルをリング試験片に巻かなけ
ればならない。
【０００３】
　このような課題を解決することを目的とした従来技術の一例として、環状の測定対象物
が周方向に分割されてなる複数の試料片の各々をスライド収納する複数の試料収納部と、
試料収納部に収納される複数の試料片を磁気的に接続する接続部と、試料収納部の外周に
巻回された励磁コイル及び検出コイルとを備える環状試料磁気特性測定装置が公知である
（例えば特許文献１を参照）。このような従来技術によれば、磁気特性の測定の度に励磁
コイル及び検出コイルを環状の試験片に手作業で巻く必要がないので、試験片の磁気特性
を測定する際の作業負担を低減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３９７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら上記の従来技術においては、環状の試験片をそのまま用いることはできず
、環状の試験片を複数に分断する必要があり、さらにその複数の試料片を接続するＵ字状
カットコア等の接続部材も必要となる。つまり上記の従来技術は、磁性材料の磁気特性を
測定する際に準備する試験片の製作に多大な労力を要するという課題がある。
【０００６】
　このような状況に鑑み本発明はなされたものであり、その目的は、環状の試験片の磁気
特性を測定する際に、その環状の試験片をそのまま用いることができ、しかも磁気特性の
測定の度に励磁コイル及び検出コイルを環状の試験片に手作業で巻く必要がない磁気特性
測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　＜本発明の第１の態様＞
　本発明の第１の態様は、絶縁性を有する材料で形成され、磁性材料で形成された環状の
試験片が収容される環状の凹部が設けられた第１部材と、絶縁性を有する材料で形成され
、前記環状の凹部の開口を塞ぐように前記第１部材と組み合わされる第２部材と、を備え
、前記第１部材は、複数の第１端子と、前記複数の第１端子の各々に接続された複数の第
１導電路と、を含み、前記第２部材は、前記第１部材と組み合わせた状態で前記複数の第
１端子の各々に接続される複数の第２端子と、前記複数の第２端子の各々に接続された複
数の第２導電路と、を含み、前記第１部材と前記第２部材とを組み合わせた状態で、前記
複数の第１導電路及び前記複数の第２導電路によって、前記環状の凹部に収容された環状
の試験片の外周に巻回される励磁コイル及び検出コイルが構成される、磁気特性測定装置
である。
【０００８】
　本発明の第１の態様においては、第１部材と第２部材とを組み合わせることによって、
第１部材の複数の第１端子と第２部材の複数の第２端子とが各々接続される。それによっ
て第１部材の複数の第１導電路と第２部材の複数の第２導電路とが各々接続されることに
なる。そしてその複数の第１導電路と複数の第２導電路によって、環状の試験片の外周に
巻回される励磁コイル及び検出コイルが構成される。つまり本発明に係る磁気特性測定装
置は、環状の凹部に環状の試験片を収容した状態で第１部材と第２部材とを組み合わせる
だけで、その環状の試験片の外周に巻回される励磁コイル及び検出コイルを構成すること
ができる。
【０００９】
　これにより本発明の第１の態様によれば、環状の試験片の磁気特性を測定する際に、そ
の環状の試験片をそのまま用いることができ、しかも磁気特性の測定の度に励磁コイル及
び検出コイルを環状の試験片に手作業で巻く必要がない磁気特性測定装置を提供できると
いう作用効果が得られる。
【００１０】
　＜本発明の第２の態様＞
　本発明の第２の態様は、前述した本発明の第１の態様において、前記第１端子及び前記
第２端子は、いずれか一方が雄端子であり、他方は前記雄端子が嵌合する雌端子である、
磁気特性測定装置である。
　本発明の第２の態様によれば、第１部材と第２部材とを組み合わせた状態において、第
１部材の複数の第１導電路と第２部材の複数の第２導電路とを確実に接続することができ
るとともに、その第１部材と第２部材とを組み合わせた状態を強固に保持することができ
る。
【００１１】
　＜本発明の第３の態様＞
　本発明の第３の態様は、前述した本発明の第１の態様又は第２の態様において、前記複
数の第１導電路は、前記第１部材の表面に形成された導体パターンであり、前記複数の第
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２導電路は、前記第２部材の表面に形成された導体パターンである、磁気特性測定装置で
ある。
　本発明の第３の態様によれば、第１導電路及び第２導電路が導体パターンで形成されて
いるので、環状の試験片の外周に均一かつ密に巻回される励磁コイル及び検出コイルを容
易に構成することができる。また本発明の第３の態様によれば、第１導電路及び第２導電
路が導体パターンで形成されているので、第１導電路又は第２導電路に断線等が生ずる虞
を低減することができるとともに、本発明に係る磁気特性測定装置を低コストで量産する
ことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、環状の試験片の磁気特性を測定する際に、その環状の試験片をそのま
ま用いることができ、しかも磁気特性の測定の度に励磁コイル及び検出コイルを環状の試
験片に手作業で巻く必要がない磁気特性測定装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】試験片ケースの斜視図。
【図２】試験片ケースを分離させた状態を上ケース側から観た斜視図。
【図３】試験片ケースを分離させた状態を下ケース側から観た斜視図。
【図４】試験片ケースの一部を拡大図示した平面図。
【図５】円環状の試験片の磁気特性を励磁電流法により計測する装置のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　尚、本発明は、以下説明する実施例に特に限定されるものではなく、特許請求の範囲に
記載された発明の範囲内で種々の変形が可能であることは言うまでもない。
【００１５】
　図１は、試験片ケース１の斜視図である。図２は、試験片ケース１の上ケース１０と下
ケース２０とを分離させた状態を図示した斜視図であり、上ケース１０側から観た斜視図
である。図３は、試験片ケース１の上ケース１０と下ケース２０とを分離させた状態を図
示した斜視図であり、下ケース２０側から観た斜視図である。
【００１６】
　本発明に係る「磁気特性測定装置」としての試験片ケース１は、上ケース１０と下ケー
ス２０とを備える。
【００１７】
　「第１部材」としての上ケース１０は、例えばプラスチック等の絶縁性を有する材料で
形成されており、複数の第１励磁コイルパターン１１、複数の第１検出コイルパターン１
２、第１入力端子１３、第１出力端子１４、第２入力端子１５、第２出力端子１６、第１
凹部１７、複数の内側雄端子１８、複数の外側雄端子１９を含む。
【００１８】
　「複数の第１導電路」としての複数の第１励磁コイルパターン１１及び複数の第１検出
コイルパターン１２は、上ケース１０の表面に形成された複数の導体パターンである。よ
り具体的には、複数の第１励磁コイルパターン１１及び複数の第１検出コイルパターン１
２は、上ケース１０の内側面から上面、外側面に亘って各々形成された複数の導体パター
ンである。第１励磁コイルパターン１１と第１検出コイルパターン１２は、周方向に一本
ずつ交互に形成されている。第１入力端子１３、第１出力端子１４、第２入力端子１５及
び第２出力端子１６は、上ケース１０の上面に形成されており、例えば電線等を半田付け
で接続可能なランドである。「複数の第１端子」としての複数の内側雄端子１８は、第１
凹部１７の内側の開口端に設けられており、第１励磁コイルパターン１１及び第１検出コ
イルパターン１２の一端側が各々一対一で接続されている。また「複数の第１端子」とし
ての複数の外側雄端子１９は、第１凹部１７の外側の開口端に設けられており、第１励磁
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コイルパターン１１及び第１検出コイルパターン１２の他端側が各々一対一で接続されて
いる。「環状の凹部」としての第１凹部１７は、円環状の試験片３０が収容される円環状
の凹部である。
【００１９】
　「第２部材」としての下ケース２０は、例えばプラスチック等の絶縁性を有する材料で
形成されており、複数の第２励磁コイルパターン２１、複数の第２検出コイルパターン２
２、円環状の第２凹部２３、複数の内側雌端子２４、複数の外側雌端子２５を含む。
【００２０】
　下ケース２０は、上ケース１０と組み合わされた状態で試験片ケース１を構成する部材
である。ここで上ケース１０と下ケース２０とを組み合わせた状態とは、上ケース１０の
第１凹部１７の開口を塞ぐように上ケース１０と下ケース２０とが組み合わされ、上ケー
ス１０と下ケース２０とが一体になって試験片ケース１を構成する状態をいう。より具体
的には、上ケース１０の第１凹部１７の内側の開口端と下ケース２０の第２凹部２３の内
側の開口端とが当接し、上ケース１０の第１凹部１７の外側の開口端と下ケース２０の第
２凹部２３の外側の開口端とが当接した状態をいう。そして上ケース１０と下ケース２０
とを組み合わせた状態において試験片ケース１は、上ケース１０の円環状の第１凹部１７
と下ケース２０の円環状の第２凹部２３とで、円環状の試験片３０が収容される円環状の
空間が内部に構成される。
【００２１】
　「複数の第２導電路」としての複数の第２励磁コイルパターン２１及び複数の第２検出
コイルパターン２２は、下ケース２０の表面に形成された複数の導体パターンである。よ
り具体的には、複数の第２励磁コイルパターン２１及び複数の第２検出コイルパターン２
２は、下ケース２０の内側面から上面、外側面に亘って各々形成された複数の導体パター
ンである。第２励磁コイルパターン２１と第２検出コイルパターン２２は、周方向に一本
ずつ交互に形成されている。
【００２２】
　「複数の第２端子」としての複数の内側雌端子２４は、第２凹部２３の内側の開口端に
設けられており、第２励磁コイルパターン２１及び第２検出コイルパターン２２の一端側
が各々一対一で接続されている。複数の内側雌端子２４は、上ケース１０と下ケース２０
とを組み合わせた状態で上ケース１０の複数の内側雄端子１８が各々嵌合する。それによ
って複数の内側雌端子２４は、上ケース１０の複数の内側雄端子１８の各々に接続される
。また「複数の第２端子」としての複数の外側雌端子２５は、第２凹部２３の外側の開口
端に設けられており、第２励磁コイルパターン２１及び第２検出コイルパターン２２の他
端側が各々一対一で接続されている。複数の外側雌端子２５は、上ケース１０と下ケース
２０とを組み合わせた状態で上ケース１０の複数の外側雄端子１９が各々嵌合する。それ
によって複数の外側雌端子２５は、上ケース１０の複数の外側雄端子１９の各々に接続さ
れる。
【００２３】
　試験片ケース１は、上ケース１０と下ケース２０とを組み合わせた状態で、上ケース１
０の第１励磁コイルパターン１１と下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１によって
、内部の円環状の空間に収容された円環状の試験片３０の外周に巻回される励磁コイルＬ
１が構成される。また試験片ケース１は、上ケース１０と下ケース２０とを組み合わせた
状態で、上ケース１０の第１検出コイルパターン１２と下ケース２０の第２検出コイルパ
ターン２２によって、内部の円環状の空間に収容された円環状の試験片３０の外周に巻回
される検出コイルＬ２が構成される。以下、図４を参照しながらより具体的に説明する。
【００２４】
　図４は、試験片ケース１の一部を拡大図示した平面図である。
【００２５】
　上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ａの一端側は、上ケース１０の第１入力端
子１３に接続されている。他方、上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ａの他端側
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は、上ケース１０の外側雄端子１９ａに接続されている。上ケース１０の外側雄端子１９
ａは、下ケース２０の外側雌端子２５ａに嵌合している。下ケース２０の外側雌端子２５
ａには、下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１ａの一端側が接続されている。つま
り上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ａの他端側は、下ケース２０の第２励磁コ
イルパターン２１ａの一端側に接続されている。
【００２６】
　下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１ａの他端側は、下ケース２０の内側雌端子
２４ｂに接続されている。下ケース２０の内側雌端子２４ｂは、上ケース１０の内側雄端
子１８ｂに嵌合している。上ケース１０の内側雄端子１８ｂには、上ケース１０の第１励
磁コイルパターン１１ｂの一端側が接続されている。つまり下ケース２０の第２励磁コイ
ルパターン２１ａの他端側は、上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ｂの一端側に
接続されている。
【００２７】
　上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ｂの他端側は、上ケース１０の外側雄端子
１９ｃに接続されている。上ケース１０の外側雄端子１９ｃは、下ケース２０の外側雌端
子２５ｃに嵌合している。下ケース２０の外側雌端子２５ｃには、下ケース２０の第２励
磁コイルパターン２１ｂの一端側が接続されている。つまり上ケース１０の第１励磁コイ
ルパターン１１ｂの他端側は、下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１ｂの一端側に
接続されている。
【００２８】
　下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１ｂの他端側は、下ケース２０の内側雌端子
２４ｄに接続されている。下ケース２０の内側雌端子２４ｄは、上ケース１０の内側雄端
子１８ｄに嵌合している。上ケース１０の内側雄端子１８ｄには、上ケース１０の第１励
磁コイルパターン１１ｃの一端側が接続されている。つまり下ケース２０の第２励磁コイ
ルパターン２１ｂの他端側は、上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ｃの一端側に
接続されている。
【００２９】
　上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ｃの他端側は、上ケース１０の外側雄端子
１９ｅに接続されている。上ケース１０の外側雄端子１９ｅは、下ケース２０の外側雌端
子２５ｅに嵌合している。下ケース２０の外側雌端子２５ｅには、下ケース２０の第２励
磁コイルパターン２１ｃの一端側が接続されている。つまり上ケース１０の第１励磁コイ
ルパターン１１ｃの他端側は、下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１ｃの一端側に
接続されている。
【００３０】
　下ケース２０の第２励磁コイルパターン２１ｃの他端側は、下ケース２０の内側雌端子
２４ｆに接続されている。下ケース２０の内側雌端子２４ｆは、上ケース１０の内側雄端
子１８ｆに嵌合している。上ケース１０の内側雄端子１８ｆには、上ケース１０の第１励
磁コイルパターン１１ｄの一端側が接続されている。つまり下ケース２０の第２励磁コイ
ルパターン２１ｃの他端側は、上ケース１０の第１励磁コイルパターン１１ｄの一端側に
接続されている。
【００３１】
　このようにして試験片ケース１は、上ケース１０と下ケース２０とを組み合わせた状態
では、上ケース１０の複数の第１励磁コイルパターン１１と下ケース２０の複数の第２励
磁コイルパターン２１とが交互に直列に接続される。それによって試験片ケース１には、
内部の円環状の空間に収容された円環状の試験片３０の外周に巻回される励磁コイルＬ１
が構成されることになる。より具体的には試験片ケース１には、一端側が上ケース１０の
第１入力端子１３に接続され、他端側が上ケース１０の第２入力端子１５に接続された一
本の励磁コイルＬ１が構成されることになる。
【００３２】
　下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ａの一端側は、下ケース２０の外側雌端子
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２５、上ケース１０の外側雄端子１９、上ケース１０の第１検出コイルパターン１２を介
して、最終的に上ケース１０の第１出力端子１４に接続されている（図示省略）。
　下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ａの他端側は、下ケース２０の内側雌端子
２４ａに接続されている。下ケース２０の内側雌端子２４ａは、上ケース１０の内側雄端
子１８ａに嵌合している。上ケース１０の内側雄端子１８ａには、上ケース１０の第１検
出コイルパターン１２ａの一端側が接続されている。つまり下ケース２０の第２検出コイ
ルパターン２２ａの他端側は、上ケース１０の第１検出コイルパターン１２ａの一端側に
接続されている。
【００３３】
　上ケース１０の第１検出コイルパターン１２ａの他端側は、上ケース１０の外側雄端子
１９ｂに接続されている。上ケース１０の外側雄端子１９ｂは、下ケース２０の外側雌端
子２５ｂに嵌合している。下ケース２０の外側雌端子２５ｂには、下ケース２０の第２検
出コイルパターン２２ｂの一端側が接続されている。つまり上ケース１０の第１検出コイ
ルパターン１２ａの他端側は、下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ｂの一端側に
接続されている。
【００３４】
　下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ｂの他端側は、下ケース２０の内側雌端子
２４ｃに接続されている。下ケース２０の内側雌端子２４ｃは、上ケース１０の内側雄端
子１８ｃに嵌合している。上ケース１０の内側雄端子１８ｃには、上ケース１０の第１検
出コイルパターン１２ｂの一端側が接続されている。つまり下ケース２０の第２検出コイ
ルパターン２２ｂの他端側は、上ケース１０の第１検出コイルパターン１２ｂの一端側に
接続されている。
【００３５】
　上ケース１０の第１検出コイルパターン１２ｂの他端側は、上ケース１０の外側雄端子
１９ｄに接続されている。上ケース１０の外側雄端子１９ｄは、下ケース２０の外側雌端
子２５ｄに嵌合している。下ケース２０の外側雌端子２５ｄには、下ケース２０の第２検
出コイルパターン２２ｃの一端側が接続されている。つまり上ケース１０の第１検出コイ
ルパターン１２ｂの他端側は、下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ｃの一端側に
接続されている。
【００３６】
　下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ｃの他端側は、下ケース２０の内側雌端子
２４ｅに接続されている。下ケース２０の内側雌端子２４ｅは、上ケース１０の内側雄端
子１８ｅに嵌合している。上ケース１０の内側雄端子１８ｅには、上ケース１０の第１検
出コイルパターン１２ｃの一端側が接続されている。つまり下ケース２０の第２検出コイ
ルパターン２２ｃの他端側は、上ケース１０の第１検出コイルパターン１２ｃの一端側に
接続されている。
【００３７】
　上ケース１０の第１検出コイルパターン１２ｃの他端側は、上ケース１０の外側雄端子
１９ｆに接続されている。上ケース１０の外側雄端子１９ｆは、下ケース２０の外側雌端
子２５ｆに嵌合している。下ケース２０の外側雌端子２５ｆには、下ケース２０の第２検
出コイルパターン２２ｄの一端側が接続されている。つまり上ケース１０の第１検出コイ
ルパターン１２ｃの他端側は、下ケース２０の第２検出コイルパターン２２ｄの一端側に
接続されている。
【００３８】
　このようにして試験片ケース１は、上ケース１０と下ケース２０とを組み合わせた状態
では、上ケース１０の複数の第１検出コイルパターン１２と下ケース２０の複数の第２検
出コイルパターン２２とが交互に直列に接続される。それによって試験片ケース１には、
内部の円環状の空間に収容された円環状の試験片３０の外周に巻回される検出コイルＬ２
が構成されることになる。より具体的には試験片ケース１には、一端側が上ケース１０の
第１出力端子１４に接続され、他端側が上ケース１０の第２出力端子１６に接続された一
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本の検出コイルＬ２が構成されることになる。
【００３９】
　以上説明したように本発明に係る試験片ケース１は、上ケース１０に設けられた円環状
の第１凹部１７と下ケース２０に設けられた円環状の第２凹部２３とで構成される円環状
の内部空間に円環状の試験片３０を収容した状態で、上ケース１０と下ケース２０とを組
み合わせるだけで、その円環状の試験片３０の外周に巻回される励磁コイルＬ１及び検出
コイルＬ２を構成することができる。したがって本発明に係る試験片ケース１によれば、
円環状の試験片３０の磁気特性を測定する際に、その円環状の試験片３０をそのまま用い
ることができ、しかも磁気特性の測定の度に励磁コイルＬ１及び検出コイルＬ２を円環状
の試験片３０に手作業で巻く必要がない。
【００４０】
　また本発明に係る試験片ケース１において上ケース１０の「第１端子」及び下ケース２
０の「第２端子」は、上記説明した実施例のように、いずれか一方が雄端子（内側雄端子
１８、外側雄端子１９）であり、他方はその雄端子が嵌合する雌端子（内側雌端子２４、
外側雌端子２５）であるのが好ましい。それによって上ケース１０と下ケース２０とを組
み合わせた状態において、上ケース１０の複数の第１励磁コイルパターン１１と下ケース
２０の複数の第２励磁コイルパターン２１とを各々確実に接続することができるとともに
、上ケース１０の複数の第１検出コイルパターン１２と下ケース２０の複数の第２検出コ
イルパターン２２とを各々確実に接続することができる。さらに上ケース１０と下ケース
２０とを組み合わせた状態を強固に保持することができる。
【００４１】
　また本発明に係る試験片ケース１において上ケース１０の「複数の第１導電路」は、上
記説明した実施例のように、上ケース１０の表面に形成された導体パターン（第１励磁コ
イルパターン１１、第１検出コイルパターン１２）であるのが好ましい。同様に下ケース
２０の「複数の第２導電路」は、上記説明した実施例のように、下ケース２０の表面に形
成された導体パターン（第２励磁コイルパターン２１、第２検出コイルパターン２２）で
あるのが好ましい。それによって円環状の試験片３０の外周に均一かつ密に巻回される励
磁コイルＬ１及び検出コイルＬ２を容易に構成することができる。また例えば上ケース１
０の「第１導電路」又は下ケース２０の「第２導電路」を電線で構成した場合と比較して
、断線等が生ずる虞を低減することができるとともに、本発明に係る試験片ケース１を低
コストで量産することができる。
【００４２】
　また上記実施例では、上ケース１０の第１凹部１７と下ケース２０の第２凹部２３とで
試験片ケース１に円環状の内部空間が構成される態様を例に説明したが、例えば下ケース
２０に第２凹部２３を設けずに、下ケース２０を円環状の平板とし、上ケース１０の第１
凹部１７だけで試験片ケース１に円環状の内部空間を構成することも可能であり、そのよ
うな態様でも本発明は実施することができる。また上記実施例では、円環状の試験片３０
を例に説明したが、例えば矩形環状の試験片３０の磁気特性を測定する場合には、それに
合わせて試験片ケース１の形状や上ケース１０の第１凹部１７の形状、下ケース２０の第
２凹部２３の形状等を決定すればよい。
【００４３】
　図５は、本発明に係る試験片ケース１を用いて磁性材料の磁気特性を測定する方法の一
例として、円環状の試験片３０の磁気特性を励磁電流法により計測する装置の構成を図示
したブロック図である。
【００４４】
　前述したように試験片ケース１には、上ケース１０の複数の第１励磁コイルパターン１
１と下ケース２０の複数の第２励磁コイルパターン２１によって、内部の円環状の空間に
収容された円環状の試験片３０の外周に巻回される励磁コイルＬ１が構成されている。励
磁コイルＬ１は、一端側が第１入力端子１３に接続され、他端側が第２入力端子１５に接
続されている。試験片ケース１の第１入力端子１３及び第２入力端子１５は、電源装置４
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【００４５】
　また前述したように試験片ケース１には、上ケース１０の複数の第１検出コイルパター
ン１２と下ケース２０の複数の第２検出コイルパターン２２とによって、内部の円環状の
空間に収容された円環状の試験片３０の外周に巻回される検出コイルＬ２が構成されてい
る。検出コイルＬ２は、一端側が第１出力端子１４に接続され、他端側が第２出力端子１
６に接続されている。試験片ケース１の第１出力端子１４及び第２出力端子１６は、磁束
計５０に接続されている。また磁束計５０は、電源装置４０に接続されており、励磁コイ
ルＬ１の駆動信号が磁束計５０から電源装置４０へ出力される。
【００４６】
　例えば励磁コイルＬ１の巻数と電流ｉから試験片３０に作用する磁界の強さを求める。
また検出コイルＬ２の巻数と断面積、及び検出コイルＬ２が検出する磁束から試験片３０
の磁束密度を求める。それによって試験片３０の磁気特性を測定することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１　試験片ケース
１０　上ケース
１１　第１励磁コイルパターン
１２　第１検出コイルパターン
１３　第１入力端子
１４　第１出力端子
１５　第２入力端子
１６　第２出力端子
１７　第１凹部
１８　第１内側雄端子
１９　第１外側雄端子
２０　下ケース
２１　第２励磁コイルパターン
２２　第２検出コイルパターン
２３　第２凹部
２４　第２内側雌端子
２５　第２外側雌端子
３０　試験片
４０　電源装置
５０　磁束計
Ｌ１　励磁コイル
Ｌ２　検出コイル
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